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[J рамltах выIIоllIjеtlия совплсс,гнtril I{И()КР мел<лу АО <llIlП <Ис-
ток) им. I [Iокипа>, МИРЭА и ФИРЭ иi\4. В.А. Котелы,tикова РАН раз-
раба,rываются резонаторные меl,одики по измерению электромагнит-
ных парамстров материалоt] rlа базс c()BpeMeHHol-o измерительного
оборуловаIrия. В основе эl,их методик _пежит метол маJIых возмчl],(ений
и пре,LложснIIый ttаьти п,tеTо/t. в которо\4 исс,пелуемый объект яв_чяе,|"ся

сtlс,гаlзн ой tIac гыо pe,]()IltI,I,()pa.

ИСпоrlьзуя ,)']'ll меlоllики. бы-ltи rtрtltзе.:tсllы измерения кOмll..lексllой

лиэлектрической проницаемости s: €| -./с2 (где l= Дl слабо и силь-
Iltl поt]lоl IlаIошlих l!{а,гсриаjlов. IIрl.tмсняемых в АО кНГIГI Kl4cToK> ипл.

IIlсrкиlIа>. Получеtlные резчльтаты в l{иапазоне часто,г 10 ГГц приведе-
ltы в таблиttах,

Тсtб.tlпlа 2. Метод, в котором lлсслелуепrыil образец
является составпой чitстыо резона,гора

Llас,го,гtt.
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П 1ч 1.111,11ц 1 ,,r,,. с| дсйствигс.lьная ll Е , lllнип,lая состаRляtоI!tие комплекс

эJlек,гр ll чсс к их потерь,]адастся сOотllоlllснием tq,\ = с. / cr.
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